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?r proved laser-marking of electronic components - occurs while 

sliding down an inclined plane. 
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C B^JX^—v^w 

** n° llll'laser L^seftTmark the components, pref. in plastic 
JoSSS £2 U wnile these move steadily ud er g. nyfrr the 
influence of their own weigh t_dowg a ramp.. At the top of 
^rr^rrn^ ^ ssue - from a-^gS ng, or tube, pref. after a 
te^tinTop-ifM on and * ^^jS ^ they are collected again xn 
L^tnel m^azine . _ The^^aTH^Ued can be mace to oepeno on 


the 


.Lctronif events ,<tL ..,—ly «"d test. It iEProv^thj^ejd 
e t "Z<«„ in educes the opportunity of mechanical damage and so 

fl ^^Se a S abiding a mechanical handling or transport 

ggH ! 1» used in cu rrent processes for component marking. 
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(54) Voftahron zum Kannzaichnan von kfainan Gagtnatindan. Inaboaondar* von alaktronlachan Baualaman- 


(57) ZJot iat, dla Kennzaichnung klainar Gaganatlnda. tnabaaondara alaktronlachar Baualamanta baxOgllch dor 
Produktrvftit zy varbowam. Aufgaba dar Erfindung lot aa, aln Varfahran zur Kennzalohnung von klalnan 
Gagonatindon, inabaaondara von alaktronlachan Baualamantan anzugaben, mft dam diaaa ohno aufwandigo 
machaniacho Varfahran dar Baualamantezu- und -ebfuhrung gakannxalchnat wardan. ErfindungagamiB wlrd dlo 
Aufgaba dadurch galoat, daB dla Baualamanta achwarkraftbadlngt alna achlafa Ebana abwirta rutachan und da bet 
von hochonargatJachar, alaktromagnatiachar Strahlung gakannzalchnat wardan. Dla Erflndung gaatattat aino 
hochproduktfva, qualKatrv hochwartige Kannzalchnung inabaaondara von alaktronlachan Baualamantan und triot zu 
emar Varkflrzung dar Baarbaitungazait ja Bauelemant bal. 
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Dartogung dm Wwns dar Erfindung 


Aufgebe der Erfindung 1st es. ein Verfahren zum Kennzeichnen kleiner GegenstSnde, insbesondere von elektronischan 
B b«hrun* men '6 'l^ h8n '' dM e ' ne SChne " 8 und v8n8ble K enf»eichnuno ohne eufwendige Verfahren der Bauelementezu- und 
ErfindungsgemiB wird die Aufgabe. ein Verfehren zum Kennzaichnen kleiner Gegenstinde. insbesondere elektroni.rh.r 
Beuelemente.zu scheffen. dadurch geldst daB unter Verwendung von Laserstrahlung sich die zu kennieiehn«nrf«n r^-- .. „ 
wihrend der Kennzelchnung kontinuierllch bewegen. indem die Bewegung der Gegenstinde SfiESET^ 
Es ist zweckmiBig, den Neigungswinkel der schiefen Ebene. euf der slch die Gegenstande schwerkranbedlnnt^Il. 
miiim*wSneC' nde "* hohor6 • 8chv ' ,nd, « kei, ' utsehen ' dh - fl8r Neigungswinkel muB elnenW^^S.' 0 
WstfemeriWecRnTelW^daB sich die ru kennzeichnenden Gegenstinde vor und nach der Kennzelchnung lm Maoa^in h.« n rf.„ 
belapielawelse In den bekannten Stangenmagazinen Mr Halbleiterbeuelemente. So kAnnen zuaatzllche UmmaoLini-r 1.? 
Manipuliervorginge entfellen. ""imegezmier- und 

Es 1st wetor zweckmiBig. erfindungagemifi elektronlache Beuelemente lm Trlgeretrelfenverbend zu kennzelchnen ni„. 
sowon bel der bekannten Chargenkennzeichnung angebracht als auch in dan Fallen, wo keine AusmeB-Bauelemant. ,u 
kennzelchnen alnd. wowmoniezu 

Es ist fewer zweckmaBlg, daB die Position der zu kennzeichnenden Gegenstlnde optoelefctroniach erfeBt wlrd w«il .in. 
derartlge berOhrungslose Erfessung die Geachwlndlgkeit der aich achwerkraftbedingt bewegenden GeoenattndTnlZ 
verringert und weil dlese Informationen zur Auslflsung der Kennzeichnungsimpulse genutzt werden kAnnen Ea is < d*L; 
angebracht auch die gekennzelchneten Gegenstande optisch Oder optoelektroniach zu erfassen und ebzublldan ,,mT 
i?k<SSSei nUn °** ,Ua,it * t 0be,prtfen Und 8 e 8 6benen,8 "« "wngelheftetieuelemente euasondern und/oder erneut kennzelchnen 

Ea ist weiterhin izweckmsBig. daB die Kennzelchnung der elektronischan Beuelemente unmittelbar nach einer elektrischen 
Mesaung oder Prtfung ertolgt. derert. daB jedes gemessene oder geprtfte Beuelement ebhinglg vom Kontrolleroebnls 
gekennzeichnet werden kann. Oieae Kopplung Mhrt dazu. daB der normelerwelse notwendlge Tranaoort- und 
Manipullereufwand mlnimiert werden kann. 


Die Erfindung coll nachetehend an elnem AusfOhrungsbelaplel anhand der zugehArlgen Zeichn'ungen .rilut.rt werden. 
Ea zeigen* 

Fig. 1 : Beuelement In Kennzelchnungsposltlon 
fig. 2: Krifte am Beuelement 

Fig. 3: Schematiache Darstellung der Verfehrensachritte 

Oaa in Fig. 1 dargeatellte elektronlache Beuelement mlt der Meaae m. beleplelawelae ein Helblelterbauelement lm 
Vollplaatgehluse. bewegt slch achwerkreftbedlngt die schlefe Ebene mlt dem Neigungswinkel o ebwlrts Es erralcht .in. 
Kennzelchnungsposltlon. wo elne Laserstrahlung L euf der Geheuseoberflache auftrifft und das Beuelement kenni«l C h„*t 
Wihrend der Kennzelchnung bewegt elch das Beuelement wenn es nlcht ebgebremet oder engehelten wlrd welter 
«chwerkreftbedlngt die schlefe Ebene hinunter und legt dabel den Weg a' zurOck. Voreusgesetzt daB elch dor 
Glemrelbungakoefflzient p In Rlchtung dee Wegea a wihrend der Abwirtebewegung dee Baue lementea nlcht indart Snri.rt -u* 
auch bel elnem anechll.fiend die .chief. Ebene hlnunt.rrut.ch.nden Beuelement d.r Weg . nlcht w?n n da ES^iS* 
gleichenVollplestg.MuMv.rk.pptwurda. "".wnoea Beuelement lm 

FOr das wehere Veratindnla 1st elne Betrachtung der em Beuelement wirkenden Krifte von Intereeee. wle ele In Flour o d.«...-n. 

noS Sch?gJn^n n vIelS? 

Versuche zelgten aber. daB die Kraft Ft vemechlissigber kleln 1st und die Abwirtsbewegung der Beuelemente euf aln.r «-hi.#— 
Ebene nicht ebbremst Die Syatemparameter slnd vor sllem Ober den Neigungswinkel o der schiefen Ebene beeinf luflh.r h. " 
dleeer Perameter UOt sich bel der erflndungsgemiBen Ldsung em elnfechsten indem. *>elnfluflb.r, denn 

Die in Figur3 gezelgte schemstlsche Derstellung veranachaullcht die Reihenfolge der Verfehrensachritte elnachll.Blleh d.r 
dieaen Schritten zugeordneten Wege. die von den Bauelementen wihrend der Kennzelchnung zurOckzuleoen alnd D.r w.« . 
gib. die Strecke vom Magazinleren der zu kennzeichnenden elektronischan Bauelemente 1 bla turn Verfehrenaachrltt Frelo.hln 
der Bauelemente an Er at In dam Fell sehr kurz. wenn verelnzelte Beuelemente gekennzeichnet werden. die elch vor und n.S 
dem Kennzelchnen lm Megezln beflnden. Wenn die zu kennzeichnenden elektronlachen Beuelemente 1 unmittelbar n.r-h .in« 
Funktlon.kontroll. oder enderen elektrischen Meeeung gekennzeichnet werden. wlrd der Weg s, vom Verfahreneechritt d.r 
elektrischen Messung beatimml Dem Weg s, schlleBt aich der Weg vom Verfahreneachritt Freigeben zum Verfahrena^r£ 
Maiden en. der Weg Freleeben/Megezlnleren e„ Es zelgte sich. daB a, gegen Null gehen kenn. ohne deB elch Anderunwn dea 
•mndungwmiB.nVerf.h™n..meben. Ein kleiner Weg ..hetde^ 

S^^TT ^- WBrden k " nn ' ° er 8lch •™*»«*«"'*' Weg Melden/Kennzeichnen S 3 kann nlcht be'ebTo S 

gewihlt werden. denn hier flieBt die Zeit ein. die vom Melden dee die schlefe Ebene hinunterrutschenden Bauelemente. bis I^r 
AuslAsung das Verfehrensachrittes Kennzelchnen vergeht Die bedeutet bei der technischen Realisierung. daB die Zeit dia fOr mL 

fOr die eJektronische Auslflsung der Kennzeichungaimpuise benAtlgt wird. den Wog a, festlegt 

Der vom elektronlschen Beuelement wihrend der Kennzelchnung 2 zurucfcgelegte Weg s' wiederum muB kurz sein Ea hut .m. 
el.gunrtgerwiesen.wenn.-10%derUnlenstirkederKennz^ 

sonst unscherf und im Extremfall so verwischt werden. daB sie nlcht mehr leabar slnd. Dem Verfehrensschritt der Kennzelchnung 
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: schlieBt rich der einer Kontrolle an. Dtese Kontrolle kann optisch odar optoelektronisch am gekenraeichneten etektronisch 
Bauelementa 3 erfblgen. Das Focussieren und Ablenkan 4 und das eventuelle Schablonieran 5 der *ur Kenrueichnuno 
verwendeton Laaeratrahlung erfolgt gemafi bekanntem Stand der Technik. 8 
Der Weg Kenraeichnen/Kontrolle 84 kann beim erf indungsgem* Ben Verfahren bellebig gewBhlt warden. Insaesamt Ut 
aniuetreben,deBdie$umme w """jeaocn 

at + ea + aj + e'+e« 

mlnlmlert wlrd, urn die Ourchlaufieit der Bauelemente bei dar Kenntetehnung gering tu haltetu 
Daa Kenroetehnen von elektronlechen Bauelementen mlt dam erfindungagemJQen Verfahren ermftgllcht, die mlt 
taaerkennxelchnung reallslerbere GeachwIndigkeH ennahernd iu erreichen, ohne daO fOr den Tranaport der Gauelemant* 
mechanlsch bewegte Telle bendtigt warden. Dleee Ourchaatierhohung 1st mlt einer AusbeuteerhAhung verbunden well di* 
Bauelemente belderKennwIchnurignlchtmehrmh mechanic 

in Ihrer Qualltit beelntrechtigt warden kdnnen, Inabeeondere kaine Deformations der AntchlGeee auftiW 

Die AutometleJerung dea techno log lachen ProseOachrtaes .Kenraetehnen elektroniacher Bauelemente" wird durch h.. 

erflndungagemlfle Verfahren erletehtert 
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